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PROFESOR

RESUMEN

Profesor con mas de 16 afios de experiencia en
Robética y Sistemas de Control. Soy Doctor en
Ingenierfa, en area de reconocimiento de emociones
mediante sensores biométricos, utilizando inteligencia
artificial.

HABILIDADES
e Gusto por el aprendizaje y la investigacion
e Pensamiento critico
e Empatia
e Programaciéon (Python, C, Octave)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Profesor Asociado Profesional
Universidad Austral
2002 - 2010 y 2016- Presente

e Actualmente dicto las materias Sistemas de
Control y Robética.

Profesor Adjunto Profesional
Universidad Austral
2016 - 2022

e Dicté cursos en Mecatrdnica, Automatizacion

y Robética.

Profesor

Facultad de Ingenieria del Ejército (Univ. de la
Defensa Nacional)

2025 - Presente

e Actualmente dicto Control Robusto en la
Especializacion en Sistemas de Control

(posgrado).

EDUCACION

Doctor en Ingenieria
Universidad Austral (UA)
2020 — 2025

Magister en Simulacién Numérica y Control
Universidad de Buenos Aires (UBA)
2010 - 2016

Ingenieria Electrénica
Instituto Tecnoldgico de Buenos Aires ITBA)
1996 — 2001
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IDIOMAS

Inglés: competente
Espafiol: nativo
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